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摘要(译)

自动测量点校正方法包括：获取生命体征信息波形数据，该生命体征信
息波形数据指示具有周期性出现在时间轴上的多个波形的生命体征信息
波形，确定用于测量包括在时间轴上的每个波形的预定测量项目的多个
测量点，生命体信息波形，使所述生命体征正交n波形和测量点显示器显
示在显示部上，校正用于测量所述多个波形的第一波形的预定测量项目
的第一测量点作为第一校正，将校正的第一测量点记录为基准测量点，
从多个波形中提取类似于第一波形的波形，并且自动校正用于测量提取
的波形的预定测量项的测量点作为第二校正。
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